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INTERFEREANCIA DE PICOS NAS ANALISES POR ESPECTROMETRIA DE
067 FLUORESCENCIA DE RAIOS-X. Magdalena de Mello Marques, Antdnio Pedro Viero, Norberto

Dani (orient.) (UFRGS).

A espectrometria por fluorescéncia de Raios-X (FRX) é uma técnica analitica cujo principio estd baseado na
determinacdo da intensidade dos picos produzidos por emissdes primarias (Ka) e secundarias (La) caracteristicas de
cada elemento quimico presente na amostra, permitindo a identificacdo e a quantificacdo dos elementos. Em muitos
casos, 0 comprimento de onda da linha Ka produzida por um elemento é idéntico ou muito préximo ao comprimento
de onda da linha Kb de outro promovendo a sobreposicdo ou interferéncia de picos. A ocorréncia deste fenémeno
resulta num pico cuja intensidade é o somatério das intensidades das emissGes Ka e Kb, prejudicando o processo de
quantificacdo do método que é baseado na relacdo da intensidade das linhas com a concentragdo na amostra,
produzindo erros analiticos. Tais erros devem ser eliminados, o que pode ser feito aplicando coeficientes de corre¢do
constantes da literatura, ou experimentalmente através da determinagdo quantitativa da interferéncia real entre picos.
O trabalho em desenvolvimento tem como objetivo, dentro das condi¢des analiticas do Laboratério de Geoquimica
do Instituto de Geociéncias da UFRGS, proceder a identificacdo das interferéncias e a realizacdo de testes que
resultem nestas corre¢cdes. Com o intuito de definir fatores de corregdo reais para elementos de interesse geoldgico,
foram realizados experimentos considerando a superposi¢do das seguintes linhas espectrais: SrKb e ZrKa, RbKb e
Yka, Vka e TiKb. Entre os procedimentos destaca-se a confeccdo de pastilhas vitreas contendo concentracGes
conhecidas dos elementos que sofrem a interferéncia. A partir da leitura destas pastilhas pela técnica de FRX e de um
tratamento matematico dos dados obtidos, foram determinados os fatores de correcdo para cada par de elementos.
(BIC).
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